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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 5-2: Environmental, endurance
and mechanical test methods —
Visual inspection of active matrix
colour liquid crystal display modules

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worIdW|de orgamzatl mprising
all npational electrotechnical committees (IEC National promote
interpational co-operation on all questions concerning standardlzatlon in the~elestric elds. To
this lend and in addition to other activities, iflcations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and hs “IEC
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committges interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory hd non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also participd g closely
with |the International Organization for Standardization (I ined by
agrepment between the two organizations.
The formal decisions or agreements of IEC or national
conslensus of opinion on the relevant subjec from all
interpsted IEC National Committees
IEC |Publications have the form of recommenda National
Compmittees in that sense. While all reasonable efforts t of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be for any
misipterpretation by any end
In oyder to promote intern ications
trangparently to the maxi iergence
between any IEC Publicatis cated in
the latter.
IEC jtself does vie any nformity
asselssment services g \ for any
services carried out by inde
All ugers should ve the Jatest edition of this publication
No liability sha a EC or\ts directors, employees, servants or agents including individual expgrts and
members o |ts technt nitteed and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othe at e whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fgdes) and
expgnges axising publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ|ca
Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable-forthe cotrect application of this publication.
Attentiof), is”drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sybject of
pateptirights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-5-2 has been prepared by IEC technical committee 110:
Flat panel display devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/287/FDIS 110/306/RVD

Full information on the voting for the approval on this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.


https://iecnorm.com/api/?name=097d39f3f5410a2b67d05c11c3cbd59c

—4 - 61747-5-2 © IEC:2011

A list of all parts of the IEC 61747 series, under the general title Liquid crystal display devices,
can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

o withdrawhs

* replaced by a revised edition, or
* ampnded.

IMPORTANT - The 'colour inside’' logo on the cover p bhcatigh indicates
that } contains colours which are considered b for the correct

understanding of its contents. Users should therefo i
printer. N

@@
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INTRODUCTION

IEC 61747-5-2 facilitates subjective visual inspection of image defects of LCD modules by the
human eye. Visual inspection is performed under specified conditions and criteria, and the
objective measurement method of visual image defect by instrument will be studied and
standardized.

@%
S
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LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 5-2: Environmental, endurance
and mechanical test methods —
Visual inspection of active matrix
colour liquid crystal display modules

1 Sgepe

This part of IEC 61747 gives the details of the quality assessment ppoce s 9 ovides
generdl rules for visual inspection of the active area of transmissive’t K tkix| colour
liquid ¢rystal display modules by the human eye. Furthermore, thi i 3| defect

definitipns and the method for visual defect inspection.

NOTE 1| Mura is excluded from this standard because it was not cledtly specified\a ard was
developgd.

NOTE 2| Restrictions on defect types, number, and sizes /fare specified/i b ustomer
acceptance specification and incoming inspection specificatio

2 Nogrmative references

The following referenced documents afe indispensa ument.
For dajed references, only the edition ¢i ies, F edition
of the feferenced documepnt i i

IEC 61[747-1:2003, Ligwd © 2 t ) beneric
specifipation

IEC 61747-5:1998,
endurdnce and me

nental,

For the vell as

the following~a

3.1
visuallinspection
method by human eye for checking display defects that are difficult to objectively measure
and characterize with an instrument

NOTE The limitation on display defects depends on supplier and customer. Therefore a limit sample, with well
defined observation and operational conditions, can be used as a reference for the defect level.

3.2
defect
defined as any observable abnormal phenomena appearing in the active display area

NOTE It includes all kinds of defects such as one / more subpixel (dot) defect, line defect, scratch, foreign
material and stain with unclear boundary larger than a pixel.

Figure 1 shows a classification of defects into two categories. The first category is classified
as defects with a clear boundary, and the second category is classified as defects with an
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unclear boundary. The latter category is not yet well defined, and hence difficult to evaluate.
For this reason, defects in the second category are excluded from this standard.
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LE NICHED NUNNNE

Figure 2 a) — Examples of one bright subpixel defect

IEC 1171/11

NICCHR NURCER

NUCHER B ‘
NICHER NHEARE- EII

Figure 2 b) — Examples of two/ad\(bi\/r}?% Cgbp\l:;&dée/cts

IEC 1172/11

1EEH

N

3.2.1.2
dark s
defecty

ample of bright subpixel and adjacent subpixel defects
in case of RGB primary colour display

ubpixeldefects
which appear dark on the screen when a bright pattern is displayed

IEC 1173/11

Figure 3 a) shows single subpixel defects of the dark-type of red, green, blue, respectively.
Figure 3 b) shows two adjacent dark subpixel defects connected or disconnected in horizontal
or(and) vertical one pixel area. Figure 3 c) shows adjacent three dark subpixel defects
connected in three horizontal or(and) vertical subpixel area.
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DOENOR  QOmGEE  BOGEC

Figure 3 a) — One dark subpixel defect

IEC 1174/11

- CUNNCR

Rl R ENEELR
HNEER BENEER

IEC 1175/11

IEC 1176/11

in case of RGB primary colour display

3.2.1.3
intermediate subpixel defects
defec’t’j whieh appear with an intermediate level on the screen when a bright or dark pagtern is

displayed

3.21.4
cluster subpixel defects
defects clustered in a specified area or within a specified distance with many subpixel defects

Figures 4 a) and Figure 4 b) show an example of bright and dark cluster subpixel defects in
which the minimum distance between the defects is specified.
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-

]

‘ dh > minimum distance ‘

Pass

-
]

dy > mihimum distance

-

dy < mihimum distance
!
o

5

|

|

\/ EC 1177/11

> dh < minimum distance ‘

Fail

EC 1178/11

dy > minimum distance

3.2.2
line defect
vertical or horizontal line which appears in the bright or dark state when a dark or bright
pattern is displayed

3.2.21
bright line defect
line that appears bright on the screen when a dark pattern is displayed

3.2.2.2
dark line defect
line that appears dark on the screen when a bright pattern is displayed
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3.2.3

scratch and dent defect

defects on top of or underneath the polarizer, or othe
display area

3.2.3.1
scratch defect
light(white) line that can be seen over a darker backgroun

3.2.3.2
dent defect

r optical components in the active

d and does not vary in size

||ght (\ lhi’rn) spot that can be seen over a darker har\l{grnl
3.24

foreig
defect

n material defect
that is located between panel and backlight unit

3.2.5
bubble defect

defect [that is caused by a cavity or gas in the liquid
reflector

3.2.6
light leakage defect

light thiat is visible between top case (c d outerb

SS

nd - and does not varvin size
P4

paste of polarizer /

atrix in bezel open area

Bezel
/

Outer black
.~ matrix

Light leakage
/ 9 9

IEC 1179/11

3.2.7
mura
non-uniformity

visual imperfection in luminance or chromaticity

[definition 3.3.27 of IEC 61747-1:2003]

Under consideration.
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4 Visual inspection method and criteria

4.1 Standard inspection conditions
4.1.1 Ambient conditions
4111 Temperature

All visual inspection shall be carried out under specified temperature. Follow |IEC 61747-5,
1.4.3 “Standard atmospheric conditions for measurements and tests”.

4.1.1.2 Humidity

All visdial inspection shall be carried out under specified humidity. Follg , 1.4.3
“Standprd atmospheric conditions for measurements and tests”.

4.1.1. lHluminance

All vispal inspection shall be carried out under illuminatiqn detail
specification. The illumination level shall be adjusted i it allows [for an

accuralte visual inspection.

4.1.2 Visual inspection conditions

4.1.21 Viewing angle range

The inspection shall be conducted withi
display modules.

angle range of liquid [crystal

4.1.2.2

The di
distang
defect

and inspector’s eyes should be set at optimum
pixel size, display size, application type, and

41.3
4.1.3.1 i age or current of DUT

Specifi C gnt shall be supplied to DUT.

4.1.3.2

Test ppttetns’ shall™e specified in detail specification. For example, the test pattefns for
visual [inspection are the full raster of white, gray, all primary colour patterns under the
specified Tuminance range.

4.2 Standard inspection method
4.2.1 Setup of inspection equipment and liquid crystal display modules

DUT will be installed on a rotatable fixture to enable the changes in horizontal and vertical
viewing direction range. Or alternatively, the inspector moves around and the DUT is fixed.

Turn on direct current power supply and pattern generator and warm up for stabilization.
Supply the driving voltage and pattern to DUT. The warm-up time of the DUT shall be
sufficiently long to obtain a stable signal, necessary for the visual inspection.
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4.2.2 Inspector and limit sample for visual inspection

Inspector shall have (corrected-to) normal vision, normal colour vision and shall be
periodically trained with specified limit samples in order to accurately carry out the visual
examination.

4.2.3 Inspection and record of result

Inspector shall carry out the visual inspection based on specified procedure and record the
result on recording sheets with specified inspection condition.

4.3 Criteria

4.3.1 Bright subpixel defects
The maximum number of bright defects shall be specified in specifi

iflcation

— Ong subpixel e L LR R P EE R R RE L PR

— Adjjacent subpixels-------====---mm--- ----To ification

— Tofal amount of bright subpixels detail
spdcification

4.3.2 Dark subpixel defects

The maximum number of dark defects(sh ation.

—  Ong subpixel--=-=-====m= s e“specified in detail specifjcation

— Adjacent subpixels----------- Yo be specified in detail specification

— Tofal amount of ; iIXEIS - N A A =T To be specified in | detail
spgcification

4.3.3 Intermediate [su

— One

- Ad{E
- To

sp4qcific

To be specified in detail specif|cation

To be specified in detail specification

To be specified in | detail

4.3.4

The maximUm num of cluster defects shall be specified in specification.

Also the minimum distance between subpixel defects (dy and d,, see Figure 4) shall be
specified.

— Cluster subpixels---========mmmmm e To be specified in detail specification
4.3.5 Bright line defect

All kinds of bright line defects such as vertical, horizontal or cross are not allowed.

4.3.6 Dark line defect

All kinds of dark line defects such as vertical, horizontal or cross are not allowed.
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Scratch and dent

- 14 - 61747-5-2 © IEC:2011

defect

The criteria for scratch and dent defects are provided in Table 1 and Figure 6. The symbol of
“a” and “b” indicates the major axis and minor axis of polarizer defect.

Extraneous substances which can be wiped out, like finger print, particles, are not considered
as a defect. Scratches and dents located on the black matrix (outside of active area) are not
considered as defects.

Table 1 — Criteria of scratch and dent defects

Item

Criteria

Scratchgs Linear ( a>2b)

Minimum < width [mm] < maximum, minimum < length [mm] < maximum,
(number of defect)< maximum

=

[ERN
Minimum < average diameter, (a+b)/2 [mm] < maxim N (nymber of defect) <
maximum

Dent Circular ( a< 2b)
b
A @11 1
@a hhand>dent defect
4.3.8 Foreign material®and hubble defect
The crlteria for forgign|ma ad, etc, located inside of DUT, and bubblegs, like
air, gas, etc. are@id ' er7.
}z\e foreign material and bubble defect
Ite/n\ \ \ Criteria
Foreign m{eﬁ\ij\ Q \ Mumber of defect): maximum size of defect < max [a, b]
A
Bubble N (number of defect): maximum size of defect < max [a, b]
| <
a
‘ IEC 1181/11
Figure 7 — Shape of foreign material and bubble defect
4.3.9 Light leakage defect

There shall be no visible light from backlight unit around the edges of the screen.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 5-2: Méthodes d'essais d'environnement,
d'endurance et mécaniques —
Inspection visuelle des modules d'affichage
a cristaux liquides couleurs a matrice active

AVANT-PROPOS
La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatigh Blisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités A CEIl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gude ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entreautre e Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports technj aci i jbles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprées dénommés "Publication(s) de 43 C N S ige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national int € iper. Les
orgapisations internationales, gouvernementales et non gouvef i , pdrticipent
égalément aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'@rgani 3 n (1ISO),
selof des conditions fixées par accord entre les deux organisations
Les gécisions ou accords officiels de la CEl g mesure
du ppssible, un accord international sur lg e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque co
Les Publications de la CEIl se présentent so agréées
comine telles par les Comités nationaux de/a CEIl. Tous e e la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu technique d¢ 3es publications) la CEl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise utilisation ou interp état én est faite par un quelconque utilisateur final.
Dang le but d'encourager I' i €, fe amjites nationaux de la CEIl s'engagent, dans|toute la
mesfyire possible, a ap parente les” Publications de la CEl dans leurs publications
natignales et régionales. odtes Publications de la CEl et toutes pubjications
natignales ou rég spendantes doient é{re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.
La CEI n'a pr@u age valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité pourjeés, gnformes a une de ses Publications
Touq les utilisateursndeiven sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.
Aucyne responsabilité a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
manglataires rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natignaux d€ la Bdice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dominage e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jystice) &s depenses Jécoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CIEl ou de
toutq autre Pub ati
L'attention est\attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencéestest obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
L’'attention-est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvgnt faire
'objé¢t'de“droits de brevet. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tdls droits
de brevets et de ne pas avoir signale leur exisience.

La Norme internationale CEl 61747-5-2 a été établie par le comité d'études 110 de la CEl:
Dispositifs d'affichage a panneaux plats.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
110/287/FDIS 110/306/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 61747, présentées sous le titre général
Dispositifs d'affichage a cristaux liquides, peut étre consultée sur le site web de la CElI.

Les futures normes de cette série porteront le nouveau titre général cité ci-dessus. Les titres
des normes existantes de cette série seront mis a jour au moment de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch"” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

*  suppFrimee;

. reriplacée par une édition révisée, ou
+ amgndée.

RS

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se trouve su cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui t les a
une brfnne compréhension de son contenu. Les utjlisateu uent,
imprimer cette publication en utilisant une imprir(Ka}’r;—\e;(;mQu

4O

®
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INTRODUCTION

La CEI 61747-5-2 facilite l'inspection visuelle subjective par I';eil humain des défauts d'image
des modules LCD. L'inspection visuelle est exécutée dans des conditions et selon des
criteres spécifiés. En outre, la méthode de mesurage objectif du défaut d'image visuel par des
instruments sera étudiée et normalisée.

@%
S
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 5-2: Méthodes d'essais d'environnement,
d'endurance et mécaniques —
Inspection visuelle des modules d'affichage
a cristaux liquides couleurs a matrice active

1 D pplication

La présente partie de la CEl 61747 indique les détails des procedre ati de la
qualité| et fournit les régles générales pour l'inspection visuelle, pa B zone
active gdes modules d'affichage LCD couleurs a matrice active du type t issif. Litre, la
présente norme comprend des définitions de défauts et la méthos i sction blle de

ces défauts.

NOTE 1 L'effet Mura est exclu de la présente norme, car il n'é ment de

I'élabordtion de la présente norme.
NOTE 2 es dans

le contrgt de qualité (spécification d'acceptation du cI|ent e bricants
de pannpaux et assembleurs.

2 Références normatives

Les dpcuments de référen i i résent
documgnt. Pour les réfé jatées Srences
non d{ees la derniére. & hen 2férence s appllque (y comprls les éventuels
amendements).

CEl 61747-1:20@/3 hrtie 1:
Spécification génévig

CEIl 61[747-5:1998, Dy ] a 3 Cri iqui 2 ] artie 5:

Pour lgs besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEIl 6{1747-1
ainsi gue les suivan

3.1
inspection visuelle

méthode de vérification, par I'ceil humain, de défauts d'affichage qui sont difficiles a mesurer
et caractériser objectivement par un instrument

NOTE La limitation relative aux défauts d'affichage dépend du fournisseur et du client. Par conséquent, un
échantillon limite, avec des conditions d'observation et de fonctionnement bien définies, peut servir de référence
pour le niveau de défaut.

3.2
défaut
tout phénomeéne anormal observable qui apparait dans la zone active de I'affichage

NOTE Y sont incluses toutes sortes de défauts tels qu'un ou plusieurs défauts de sous-pixels (points), défaut de
ligne, rayure, matiére étrangére et tache avec une frontiére floue plus grande qu'un pixel.
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La Figure 1 montre la classification des défauts en deux catégories. Dans la premiére
catégorie sont classés les défauts ayant une frontiére nette et, dans la seconde, les défauts
ayant une frontiére floue. La seconde catégorie n'est pas encore bien définie et reste donc
difficile a évaluer. C'est pourquoi les défauts de la seconde catégorie sont exclus de la
présente norme.

Brillant
— Defaut.de Unique Sombre
Frontiére sous-pixel
Intermédiaire
— nette —
(CR éleve) L_Multiple Voisin brillant )
Défaut
Voisin sombre onctuel
Défaht — _[ Matiére étrangére
Bulle
_[ Défaut de ligne
Défaut de rayure et d’inden
Frontiére
L floue — Mura
(faible CR) IEC 1170/11

ar inspection visuelle

3.21
défaut| de sous-pixel
défaut|dans le plus p¢

prévu,|par exemple s
sombres apparatssant

'il apparait dans un état différent dg celui
paraissant sur le motif sombre, et soug-pixels

3.2.1.1

défaut| de sous-pixehb :

défaut|appardis ‘écran lorsqu'un motif sombre est affiché

La Figufe 2a)n e un Jéfaut de sous-pixel brillant unique respectivement rouge, |vert et
bleu. la : e deux défauts de sous-pixels voisins brillants reliés ou sgparés

dans yne zonéxde pixel horizontale ou (et) verticale. La Figure 2c) montre trois défgquts de
sous-pjixels~voisins\bfillants reliés dans une zone de trois sous-pixels horizontale ¢pu (et)
verticales
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IEC 1171/11
Figure 2 a) — Exemples d'un défaut de sous-pixel brillant unique
IEC 1172/11
IEC 1173/11
Fi ns
3.2.1.2
défaut
défaut
La Figuire’,3-a) montre des défauts de sous-pixels uniques du type sombre, respectivenjent de
couleur_rouge. verte, bleue. La Figure 3 b) montre deux défauts de sous-pixels Voisins

sombres reliés ou séparés dans une zone de pixel horizontale ou (et) verticale. La Figure 3 ¢)
montre trois défauts de sous-pixels voisins sombres reliés dans une zone de trois sous-pixels
horizontaux ou (et) verticaux.
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DUGNEE  DOmemg il

Figure 3 a) — Un défaut de sous-pixel sombre

IEC 1174/11

—CORRCD

Rl R RNEELE
HUNR0E RENEOE

\ \/ IEC 1175/11
Figure 3 b) — Deux défauts de SOUSM mbre

IEC 1176/11

Figure 3 < < de sous-pixels et de sous-pixels voisins sombries
e I'affichage des couleurs primaires RVB

3.21.3
défaut|de sot

défaut| apparaissa
sombr¢ est affiché

avec un niveau intermédiaire sur I'écran lorsqu'un motif brillant ou

3.21.4

défauts de sous-pixels groupés

défauts groupés dans une zone spécifiée ou a une distance spécifiée avec plusieurs défauts
de sous-pixels

Les Figures 4 a) et 4 b) montrent un exemple de défauts de sous-pixels groupés brillants et
sombres, dans lequel la distance minimale entre les défauts est spécifiée.
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IEC|1177/11
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Tés ‘ dy > distance minimale ‘ g ‘ dh < distance minimale ‘
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Figure 4 a) — Entre défauts de sous-pixels brillan

(]
E ‘ dh > distance minimale /35\< distance minimale ‘
£ - )

= .

| ) \
3 Acceptation Rejet

S
I3
E

>
: I

3.2.2
défaut
ligne

de lighe
erticale ou horizontale apparaissant brillante ou sombre lorsqu'un motif som

IEC|1178/11

bre ou

brillant

3.2.21
défaut

estaffiche

de ligne brillante

ligne apparaissant brillante sur I'écran lorsqu'un motif sombre est affiché

3.2.2.2
défaut

de ligne sombre

ligne apparaissant sombre sur I'écran lorsqu'un motif brillant est affiché

3.2.3
défaut

de rayure et d’indentation

défaut au-dessus ou en dessous du polariseur, ou autres composants optiques dans la zone
active de I'affichage
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3.2.31
défaut de rayure
ligne claire (blanche) visible sur un fond plus sombre et dont la taille ne varie pas

3.23.2
défaut d’indentation
point clair (blanc) visible sur un fond plus sombre et dont la taille ne varie pas

3.24
défaut de matiére étrangére
défaut situé entre le panneau et 'unité de rétro-éclairage

3.25
défaut| de bulle

défaut|dd a une cavité ou a du gaz dans la pate du matériau a cristau
réflectgur

3.2.6
défaut| de fuite de lumiére

lumiére qui est visible entre le boitier supérieur (chassi
la zong ouverte du cache avant

Matrice noire
.~ extérieure

/Fuite de lumiére

IEC 1179/11

\Y%

pte de fuite de lumiére entre le boitier supérieur
et Ta matrice noire extérieure

3.27
mura
non-uniformité

imperfIction visuelle da

ns la luminance ou la chromaticité

[définifion3.3.27 de la CEI 61747-1:2003]

& extérieur

riseur /

e dans

A I'étude.

4 Méthode et critéres de lI'inspection visuelle

4.1 Conditions d'inspection normalisées
411 Conditions ambiantes

4.1.1.1 Température

Toute l'inspection visuelle doit étre effectuée a une température spécifiée. Suivre la
CEI 61747-5, 1.4.3 « Conditions atmosphériques normales pour les mesures et les essais ».
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